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Zastosowanie tasm nadprzewodnikowych
do ograniczania pradéw zwarciowych.

Streszczenie. W artykule przedstawione zostang wyniki badari  eksperymentalnych  wiasciwosci
wysokotemperaturowych tasm nadprzewodnikowych drugiej generacji HTS 2G stosowanych do budowy
nadprzewodnikowych ogranicznikéw prqddéw zwarciowych NOPZ. Pokazane wyniki badar majq duze znaczenie ze
wzgledu na mozliwos¢ poznania zjawisk zachodzqcych w tasmie podczas zadziania NOPZ i uwzglednienia ich w
procesie konstruowania ogranicznikéw.

Stowa kluczowe: tasmy nadprzewodnikowe, nadprzewodnikowy ogranicznik pradéw zwarciowych.

Wstep

Nadprzewodnikowe ograniczniki pragdu zwarciowego (NOPZ) sg urzadzeniami stuzacymi do
ochrony obwodu elektrycznego przed pradem udarowym i sktadowg okresowg pradu zwarciowego.
Nadprzewodnik zainstalowany w NOPZ podczas pracy w warunkach normalnych, pozostajgcy w
stanie nadprzewodzgacym, posiada zerowg impedancje. W chwili wystgpienia zwarcia warto$¢ pradu
zwarciowego przekracza warto$¢ pradu krytycznego nadprzewodnika, ktory wychodzi ze stanu
nadprzewodnictwa i przechodzi w stan rezystywny oraz jest w stanie ograniczy¢ prad zwarciowy. Do
budowy NOPZ stosuje sie wysokotemperaturowe tasmy nadprzewodnikowe drugiej generacji (HTS
2G) z nadprzewodnikiem YBCO, ktéry jako materiat ceramiczny wykazuje podatnos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Wazne jest przeprowadzenie badan oraz analiz pozwalajacych okresli¢ warunki pracy
NOPZ, w ktérych tasmy HTS nie ulegatyby uszkodzeniom a ich parametry nie ulegaty degradaciji.

Badania tasm HTS

Wielokrotne wyprowadzanie tasm ze stanu nadprzewodnictwa spodziewanym prgdem zwarciowym
moze powodowac degradacje parametrow tasm HTS, zwtaszcza pradu krytycznego /.. Przeprowadzone
badania dotyczyty wielokrotnego wyprowadzenia tasm ze stany nadprzewodnictwa impulsami pradu
testowego. Badania przeprowadzono dla tasmy HTS typu SF12100-CF z warstwa srebra o grubosci 4
pm i 2 ym o grubszej niz standardowo warstwie podtoza Hastelloy (100 pm), o minimalnych pradach
krytycznych 312 Ai281A.
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Rys. 1. Procentowe zmiany wartosci pradu krytycznego tasmy HTS Sf12100-CF z 4 ym srebra w wyniku dziatania
impulsami pradu testowego o okreslonych energiach wydzielanych w tasmie trakcje dziatania impulsu
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Tasmy HTS poddawano dziataniu impulséw pradu testowego o czasie trwania 200 ms odpowiadajgcym
wartosciom spodziewanego pradu zwarciowego. Badania wykonano dla 8 wartosci spodziewanego
padu zwarciowego w zakresie od 675 A do 1170 A. W wyniku przeprowadzonych badan ustalono
(miedzy innymi) procentowy spadek wartosci pradu krytycznego (rys. 1) oraz wyznaczono dopuszczalng
wartos¢ spadkéw napiec dla tasm HTS, przy ktérej spadek wartosci /. nie wystepuje lub jest niewielki
(ponizej 3%).

Whioski

Przedstawione wyniki badan wysokotemperaturowej tasm nadprzewodnikowych stosowanych
w konstrukcji NOPZ wykazaty, ze procesy zachodzace w trakcie dziatania ogranicznika mogg
doprowadzi¢ do degradacji tasm i degradacji parametréw a zwtaszcza obnizenia wartosci pradu
krytycznego. Moze to skutkowac nieprawidtowym dziataniem NOPZ w systemie. Zjawiska cieplne
zachodzace w tasmie w stanie rezystywnym majg zasadnicze znaczenie dla wspdtpracy NOPZ
z uktadami automatyki zabezpieczeniowej. Przedstawione zmiany zachodzace w tasmach HTS muszg
by¢ uwzgledniane przy projektowaniu NOPZ.
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